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摘要(译)

通过在沉积EL材料之前检查TFT基板的操作，增加完美物与全部最终产
品的比例并降低有源矩阵EL显示器件的成本。用于测试的电容器连接到
像素部分中的驱动TFT的漏极端子，以观察电容器的充电和放电。通过
观察判断驱动TFT是否正常，从而可以在制造过程完成之前去除废品。
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